Systém rastrovacej sondovej mikroskopie (SPM): Agilent 5500 AFM

Oddelenie fyziky magnetickych javov, UEF SAV, Watsonova 47

SPM systém zahffiajuci STM a AFM podporuje tieto zakladné meracie médy:

deg
0 5 4 6 8 10 nm 0 2 4 6 8 10 pm

e kontaktny

e semikontaktny

e nekontaktny

e zobrazovanie fazy
e rezim boc¢nych sil

16
14
12

10

0

1

2

3

4

5

6

a pokrokové médy: 7
8

¢ MFM (Magnetic) 9
e EFM (Electric)

e KFM (Kelvin) hm 2
. Obr. 1a) Fibrily na sfude, Obr. 1b) Fibrily na sfude, zobrazenie
e PFM (Piezo)
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Popri meraniach v beznych podmienkach (izbova teplota, vzduch) systém umozriuje realizovat:

¢ AFM merania v ochrannych atmosférach (v enviromentalnej komore a v glove boxe)

e AFM pozorovania objektov v kvapalinach, pricom kvapalina méze byt v komore uzavreta trvale, alebo
moze cez nu prudit

e Realizacie merani v teplotnom intervale pri teploty okolia od -30°C do 250°C

zodpovedny: |. Batko, batko@saske.sk



